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引 言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071—2010《国家计量校准规范编

写规则》 和 JJF 1059. 1—2012《测量不确定度评定与表示》 共同构成支撑本规范编制

工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。
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混合集成电路测试系统校准规范

1 范围

本规范适用于DC~1 GHz频段混合集成电路测试系统的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 17574 半导体器件 集成电路 第 2部分：数字集成电路

GJB 548C—2021 微电子器件试验方法和程序

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本 （包括所有的修改单） 适用于本规范。

3 概述

集成电路测试系统是指在集成电路生产、使用中用于产品电性能参数测试的设备。

一般为数字集成电路测试系统、模拟集成电路测试系统和混合集成电路测试系统，混

合集成电路测试系统测试对象是混合信号集成电路器件。

混合集成电路测试系统的典型结构由数字部分和模拟部分及电源等辅助部分构成。

数字部分主要负责混合电路中的数字部分的信号的测试，包括驱动/比较单元、图形发

生器、时钟发生器、器件电源、精密测量单元。模拟部分主要负责模拟部分信号的建

立与输出信号的获取，由波形发生单元、波形数字化单元组成。混合集成电路测试系

统结构示意图如图 1所示。
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图 1 混合集成电路测试系统结构示意图




